
Phenom ChemiSEM 系统
集成式扫描电镜成像与 X 射线能谱解决⽅案

扫 码 观 看 视 频



随着⼯业⽣产⽇益复杂和产品标准不断提⾼，部件的质量控制

和⽣产速度变得越来越重要。对于实验室和质量管理负责⼈⽽

⾔，往往需要在技术⼈员较少、时间有限的情况下提供分析结

果。⽬前，标准的⾏业解决⽅案是将⽤于获取结构信息的扫描

电⼦显微镜（SEM）与能量⾊散 X 射线光谱（EDS）探测器

相结合，进⾏样品的化学元素分析表征。

EDS 提供的元素信息可以给质量分析提供指导⽅向，然⽽将

SEM 与 EDS 割裂为两个独⽴的设备会导致⽤⼾体验不够友

好。⽐如：需要不断地在⾼低倍数间切换来完成样品寻找和成

像；需要在两个系统间不断进⾏数据同步和关联；独⽴的硬件

和软件需求会导致兼容性问题和维护困难；数据分析可能会很

⿇烦并且需要很⻓时间；操作⼈员需要更⻓时间的专⻔培训。



⻜纳电镜推出的 ChemiSEM 技术，将 SEM 形貌观察
与 EDS 成分分析相结合，让⼯作流程更加流畅，简化
了许多材料（包括⾦属、陶瓷、电池、涂层、⽔泥和软
物 质 材 料 等 ） 的 分 析 流 程 ： 通 过 彩 ⾊ 元 素 分 布 图 与
SEM 图像的实时叠加，在成像同时提供⾼质量的成分
定性定量信息。



对于您的实验室

ChemiSEM 提供了⼀个简单易⾏的解决⽅案，易于安装和使⽤，始终

处于开启状态，并且能够在最少的训练和培训下提供可靠的结果。

ChemiSEM 分 析 技 术 在 易 ⽤ 性 、 便 利 性 和 速 度 上 的 提 升 ， 可

以 更 快 、 更 轻 松 地 提 供 元 素 信 息 ， 降 低 每 个 样 品 分 析 测 试 的

成本，更好地服务于质量分析过程。

对于您的团队

ChemiSEM 延⻓了设备有效机时，增加了样品吞吐量，从⽽提⾼了材

料分析的质量和数量。



所有的 SEM-EDS 分析本质上都是复杂的，对于产品故障分析和污染物识别等应⽤，研发

需要不断改进质量控制（QC）和故障分析（FA）流程，以更好地解决出现的问题。

ChemiSEM 技术的实时分析在质量控制和⽣产效率提升⽅⾯提供了独特的优势。它的

EDS 集成在仪器中，并在电镜⼯作时始终在后台收集成分数据，逐步建⽴样品更全⾯和详

细的信息，帮助您更快地定位到关键质量问题。

实时分析获取更深层的信息



实时定量⾯扫：不再有分析⼲扰

传 统 的 元 素 分 析 中 ， 复 杂 样 品 元 素 分 布 和 相 分 布 ⾯ 扫 并 不 能 及 时 得 到 精 确 的 结 果 。 例
如，⼀个峰的信号有时会被识别为两个元素，产⽣错误，⼲扰样品QC 问题的判断。

凭借创新的算法和智能光谱拟合，ChemiSEM 技术可以帮助您的实验室团队实现准确的
元素识别和量化�即使在处理多个重叠元素时也是如此。

ChemiSEM 定量⾯扫：ChemiSEM 技术⾃动处理原始信号，⽣成定量⾯扫结果。数据被很好地解析，能够有效避免和
峰和重叠峰的影响。并且使⽤专利的算法同时处理 BSE（背散射电⼦）和 EDS 信号，从⽽可以实时显⽰样品的形态和
元素定量结果。



⽆偏差相分析

传统的相分析⾼度依赖于对样品的假设，当存在谱峰重叠或强度不⾜⽽遗漏了元素时，
这可能会是⼀个问题。

有了 ChemiPhase（ChemiSEM 技术中的⼀项新功能）后，可以避免这种情况。复杂样
品的分析能够做到完全⽆偏差，可以基于数据单元中所有光谱结果，系统地识别每个独
⽴的相。随后，数据分析可以在没有任何元素预定义的情况下⾃动运⾏，⽆需丰富经验
即可定位次要/微量元素，明确识别主要和次要成分，完成更深⼊、更全⾯的分析。

使⽤ ChemiPhase 对地质切⽚的分析，每个相的能谱成分被⾃动提取和计算，可以将不同矿物相有效区分。

⾃动样品漂移校正
成分分析过程中，准确和有效的定量结果需要⼀个正确且稳定的样品位置信息。

通常在图像漂移的情况下，研究⼈员需要多次重新获取分析数据，或者等待样品停⽌漂
移后再获取数据，这两种⽅式都会降低测试效率。

通过不断监控样品位置，ChemiSEM 软件提供⾃动样品漂移校正，使⾼倍率操作和较⻓
时间的能谱采集成为可能。帮助⼤家节省宝贵的时间和精⼒，专注于更重要的事情：尽
快获取最⾼质量的数据。
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